Cevher Hazirlama ve Zenginlegtirme Birimi

Falkon (Denver tip)

Russell Tipi Tamburlu Eleme Makinasi
Manuel Jones Tufek Tipi Ayirici

E ilebilir Bilyal ve Qubuk De irmeni

Islak Konsantre Masa Wilfley Tipi

Falcon Yari Toplu Yercekimi Ayirici
(Yo unla tirici)

Coklu Yergekimi Ayirici (Mozley Tipi)
Laboratuvar Yiksek Alan Yo unlu una
SahipIslak KaynakliManyetik Ayirici

B Laboratuvar Du Gk Yo unluklu Islak

Manyetik Ayirici

m Laboratuvar Du Uik Alan Yo unlu u Kuru

Manyetik Ayirici
m UgPistonlu Jig
® Knelson Yergekimi Yo unla tirici
m Konik Mikser

=

Munzur Universitesi Outreach Programi

Nadir Toprak Elementleri
Uygulama ve Arastirma Merkezi
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Fiziksel ve Kimyasal
Karakterizasyon Birimi

Odaklanmis iyon i1sini taramali
elektron mikroskobu (FIB-SEM)
malzemelerin nano boyutta
yapilarinin gérintilenmesini
saglamaktadir.

Lazer Baglkh Yuksek CozuUnUrlUkIG
Enduktif Eslesmis Plazma Kitle
Spektrometresi (LA-HR-ICP-MS)
dogrudan kati cevher numunesinden
kimyasal analize firsat vermektedir.
izotop ve yas tayini analizlerinde
kullaniimaktadir.

ICP-OES, cevherler, konsantre veya
atiklarin kimyasal analizlerinde

XRF, cevherlerin oksit ve cevherler,
konsantre ve atiklarin kimyasal
analizlerinde

Tane boyut analiz cihazi, cevherlerin
tane boyut analizlerinde

Dinamik Mekanik Analiz (DMA),
malzemelerin mekanik 6zelliklerinin
analizinde

Diferansiyel Taramali Kalorimetre
(DSC), malzemelerin termal
analizinde

Ultraviyole ve gorundir 1sik
absorpsiyon spektroskopi (UV-VIS-
NIR)
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Malzeme Uretim Birimi

m Spark Plazma Sinterleme Sistemi

m Yiksek Vakum ve Isil islem Firinlari

B Termal Buharlastirma ve
Magnetron Pusklrtme Sistemleri

m Miknatis Uretimi i¢cin Glove Box
Sistemleri

m Mikro Enjeksiyon Makinesi

Soguk izostatik Pres (CIP)

®m Yatakl Jet Degirmen ve

Siniflandirici

Ark Eritme ve Dondurlcu

Miknatislayici

Gift Vidali EkstruderBilyal

Frezeleme

Hassas Kesim Makinasi

Otomatik Montaj Presi

Elektrospin Sistemi

Yiksek Basing Reaktoru

MUNTEAM'da iiretilecek yiiksek katma Malzeme
deéerli urunler Karakterizasyon Birimi

B Titresimli Numune Manyetometresi
(VSM)

; m  X-i1sini Fotoelektron Spektroskopisi
NTE iceren metal alasimlar (XPS) Sistemi

MUNTEAM Laboratuvarinda m Yiiksek Empedansli Kati
Malzemelerin Elektriksel
Karakterizasyonu

Taramali Elektrokimyasal Prob
Sistemi

Eriyik Akis Indeksi

Glines Simulator Sistemi

Gok Kanalli Bipotansiyostat sistemi
Yiuksek Empedans Elektrokimyasal
Potansiyostat sistemi

3D Interferometric Profilometry

yuruitilecek Ar-Ge calismalariile NTE

bazli yUksek katma degerli Grunlerin
yenilenebilir enerji, elektrikli arag,

dijital teknoloji, biyomedikal, havacilik

ve uzay teknolojilerinde kullaniminin

gelistirilmesi hedeflenmektedir.

NdFeB miknatislarin Gretimi
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Arastirma Laboratuvariari

Tunceli Meslek Yiiksekokulu biinyesinde bulunan Aukaplama, SEM-EDX ve

Xrdcihazlari déner sermaye hizmetinde caligmaktadar.

®m  Altin (Au) Kaplama Cihaz:
m SEM goriintiilemesi istenilen yalitkan numunelerin analizi i¢innumune
hazirlamada kullanilmak iizere vakum altinda ¢alisgan SBC-900-C altin

kaplama cihazi ile doner sermaye hizmeti sunulmaktadar.

SEM-EDX
(Taramal Elektron Mikroskobu-Enerji Dagitici
X-Isin1 Spektroskopisi)

B Taramali elektron mikroskobu veya SEM (scanning electron microscope),
odaklanmis bir elektron demeti ile numune yiizeyini tarayarak goriintii elde
eden bir elektron mikroskobu tipidir. Elektronlar numunedeki atomlarla
etkileserek numune yiizeyindeki topografi ve kompozisyon hakkinda bilgiler
iceren farkli sinyaller iiretir. Bu sinyaller ilgili dedektorlerce toplanarak
bilgisayar ekranina aktarilir ve goriintii elde edilir.

®  Malzeme laboratuvarinin SEM boliimiinde Hitachi Su3500 marka SEM cihaz:
bulunmaktadir. Cihazla birlikte EDX sistemi ile belirlenmis bir nokta, ¢izgi ve
alan taramasi ve se¢ilmis alan X-1g1n1 haritalanmasi yapilmakta ve bu bolgelerde

kalitatif ve kantitatif olarak elementanalizleri yapilabilmektedir.

m EDX, incelenen numune iizerinde hangi elementlerin bulundugu ve bu
elementlerin kimyasal konsantrasyon oranlarinin belirlendigi hem nicel hem de
nitel analizler yapmak icin kullanilabilir. Ayrica geleneksel SEM analizleri

sirasinda yapilabilir, numuneye ve numune yiizeyine zarar vermez ve ayr1 bir
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numune hazirlamassiireci gerektirmez.

®m Bircok avantaji sebebiyle EDX analizi, iiretim siireclerinde, kalite kontrol

siireclerine kadar endiistride yaygin bir sekilde kullanilmaktadar.

XRD (X~ Isin1 Kirinim cihazi)

®  X-1s1m1 kirinim cihazi katilarin kristal yapisini incelemek i¢in kullanilabilecek
en kolay ve en giiclii sonucu veren bir cihaz olup X-isinlar1 kirinimi ile X-
isinlarinin sahip oldugu dalga boyu nedeniyle atomlar arasi diizeni agiklamaya
en uygun yontemlerin basinda gelmektedir. Bilinmeyen bir malzemeyi
tanimlamak veya bilinen malzemenin atomik boyutlardaki yapisini tayin etmek
icin kullanilir Laboratuvarimizda bulunan RIGAKU marka Miniflex 600 cihaz:
ile kalitatif malzeme arastirma, karakterizasyon ve kalite kontrol
yapilabilmektedir. X-Is1n1 Kirinim cihaziyla kayaglarin, kristalin malzemelerin,

ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapilabilir.

Munzur Universitesi Déner Sermaye Biinyesinde Faaliye Gosteren
Aragtirma Laboratuvar sorumlusu ve iletisim Bilgileri
Ogr. Gor. Tarik BAYDAR
tarikbaydar@munzur.edu.tr
iletisim: (0428) 213 17 94 (Dahili: 1807) / (0 530) 655 00 62

Ucret bilgisi icin tiklayiniz...




m  FTIR spektroskopisi

Fourier doniigiimlii Kizilotesi (FTIR) Spektroskopisi temel olarak kizilotesi 151Z1n incelenen madde
tarafindan baglarin titresim ve donme hareketleri ile sogurulmasi esasina dayanir. Numuneye iletilen 1s11n
ne kadarinin belli bir enerjide sogurulduguna bakilir. Sogurma spektrumunda bir sinyalin (bandin) elde
edildigi enerji, numune molekiiliiniin titresim frekansini verir. IR spektroskopi, IR 1s1n1nin molekiiller
iizerinde olusturdugu titresimlerin neden oldugu karakteristik frekans degerlerinin kullanilmas: ile
molekiiler diizeyde madde analizi yapilmasini saglar. Bu titresim gekilleri bag agisina (makaslama, salinma, |

burkulma vb.) ve uzunluguna (simetrik ve asimetrik gerilme) gore farklilik gosterebilir ve bu farklar da

frekans degerlerine yansir.

= B Bu olay sadece dipol momente sahip polar
molekiillerde gozlenir. ATR, zayiflatilmis toplam
yansima (attenuated total reflection) iinitesi ile KBr pellet hazirlamaya gerek duymadan
dogrudan IR spektrumlar: elde edilir. ATR iinitesinde kullanilan elmas kristalleri ile farkls
tiirlerdeki numunelerin daha yiiksek ¢oziiniirliikteki IR spektrumlari elde edilebilir. Bu analiz

yonteminde 6rnege zarar vermeden ve hizli sonug elde edilmektedir.

Kullanim alanlari
B FTIR spektroskopisi her tiirlii organik ve inorganik maddeler, plastikler, polimerler,

harmanlar (blend), dolgu maddeleri, boyalar, kauguk ve kaplamalar gibi bilesikleri hizli

vekesin olarak tespit etmek i¢in kullanilan biryontemdir.

Numune Ozellikleri
B Analiz i¢in gonderilecek numuneler toz, film, kaplama veya siv1 halinde olabilir. Toz

numunelerde 50-100 mg arasinda olmalidir. Sivi numunelerde ise 1-3 ml arasinda

olmalidir. 400-4000 dalgaboyunda analiz yapilabilmektedir.

FTIR analizsonucundaelde edilecekbilgilerise;
®m  Molekiiligi baglarin tayini
®m  Molekiil ici fonksiyonel gruplar hakkindabilgi
®m  Molekiil yapisthakkinda bilgi
Munzur Universitesi Doner Sermaye Biinyesinde Faaliyet Gésteren B 'uir', o
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TG/DTA :Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal analiz
TGA Analizi: Is1 etkisiyle numunede meydana gelen kiitle kayiplar1 hakkinda

bilgi verir.

DTA Analizi : TGA anlizi ile birlikte numunde meydana gelen faz degisimi veya
kimyasal reaksiyon sonucu ortaya ¢cikan enerji degisimleri hakindabilgi verir
Yapilan Analizler: TGA-DTA analizi (maks. 1.100 °C, Numune mitkar1 >10 mg
olmal)
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